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,,Optoelektronické a strukturni vlastnosti tenkych vrstev kiremiku®

predkladana disertacni prace RNDr. Martina Ledinského je saméiena predevsim na
urceni podilu krystalické faze ze spektra Ramanova rozptylu tenké mikrokrystalické vrstvy,
ktera je zasadni pro rychlou charakterizaci aplikovatelnou ve fotovoltaickém pramyslu.
Vedeckou i praktickou hodnotu feSené problematiky pokladam za velmi vysokou, nebot
krystalinita vrstvy je dulezitym faktorem, ktery v tenkovrstvém solarnim ¢lanku ovliviuje

zejména napéti na prazdno a tim celkovou ucinnost fotovoltaické premeny.

Prace se zabyva Vv souvislosti s vyhodnocenim krystalinity tegenim dvou hlavnich
problému. Prvnim znich je rozklad Ramanova spektra na amorfni a mikrokrystalickou
slozku, druhym je vypocet pomeru diferencialnich acinnych prufezi Ramanova rozptylu
amorfniho a mikrokrystalického kiemiku. Uziti faktorové analyzy k feseni prvniho
z problému povazuji za velmi originalni, elegantni a ve svych dasledcich zasadni pro urceni
poctu nezavislych komponent nutnych ke spravnému rozkladu Ramanova spektra
mikrokrystalického kiemiku. Dukaz fyzikalni nekorektnosti obvyklého rozkladu na tii
gaussovske pasy pokladam za vyznamny piinos prace. Vypocet korek&niho faktoru
porovnanim integralnich intenzit amorfni a mikrokrystalické faze ziskanych z Ramanova
spektra s krystalinitou vypoctenou Z AFM topografie (zde bych dislednéji uzivala cely termin
,povrchovou krystalinitou™) je proveden velmi podrobné a korektn& pro viech pét pouzitych
budicich vinovych délek laseru. Za originalni pristup k feseni problému povazuji pfipravu
specialniho vzorku mikrokrystalického kiemiku s proménnou krystalinitou mikrokrystalické

vIstvy v zavislosti na poloze na vzorku uzitim permanentniho magnetu umisténého béhem
deposice pod podlozkou se vzorkem.

Moje vysoké hodnoceni odborné Grovne predkladané prace usnadiiuje fakt, Ze vyse
uvedené vysledky prace byly publikovany v recenzovanych mezinarodnich casopisech (prvni
dve klicové prace). V dalgich tiech ¢lancich tvoii méfeni Ramanovy mikrospektroskopie
jejich podstatnou tast. Velmi pozitivné hodnotim zavérecnou kapitolu vénovanou vyuziti
rozvinuté metody charakterizace mikrokrystalickych  vrstev kifemiku pomoci spekter
Ramanova rozptylu k detailnimu popisu vzorki piipravenych za podminek rychlého rustu a
navrh jednoduchého zpusobu charakterizace kvality mikrokrystalické vrstvy pomoci tzv. ¢
faktoru.

Prace ma velmi p&kny prehledny avod vénovany jak obecn€ fotovoltaice tak 1
konkrétné tenkym kifemikovym vrstvam. Popisu experimentélnich metod je vénovana cela
tieti kapitola, kterd je velmi srozumitelna a nazorna i pro nezasvécen¢ho &tendie. Pozornost je
vénovana zejména mikro-Ramanove spektroskopii a spektroskopil atomérnich sil. Velmi
srozumitelng je popsana i podstata faktorové analyzy. Klicovou kapitolou je kapitola Ctvrta,
vénovana vypoctu krystalinity ze spektra Ramanova rozptylu, kterou jsem jiz. zhodnotila
v tvodu posudku. Nezastupitelna je pata kapitola vénovand aplikacim Ramanovy
spektroskopie pro sledovani rychlého rustu a kvality mikrokrystalického kiemiku.

Vlastni prace ma velmi kvalitni grafickou upravu, pékné Clenéni a je napsana
srozumitelnym a vystiznym jazykem. Uziva spravné terminologie z oblasti metodické i
experimentalni Ramanovy spektroskopie, spravnych znacek veli¢in a jejich jednotek. Kladné

hodnotim téZ velké mnozstvi citaci z pomérné nedavné doby, coz svédei o aktualnosti fesen¢
problematiky.




Studium piedkladané diserta¢ni prace RNDr. Martina Ledinského bylo pro mne velmi
prijemnym zazitkem, rozsifilo moje dosavadni zkuSenosti s uzitim Ramanovy spektroskopie
na problematiku mikrokrystalického kremiku a priblizilo mi podstatu celé rady dalSich
experimentédlnich metod spojenych s jeho studiem. V souvislosti s jejim ¢tenim vzniklo i
nékolik nasledujicich dotazi, které nijak nesnizuji vysokou troven predkladané prace, mohou
vsak vyvolat zajimavou diskusi béhem jeji obhajoby:

Na stran¢ 81 se autor zminuje, Ze pii vypoctu faktoru kvality z poméru absorpei u 1 a
1.4 eV je nutné vénovat zvySenou pozornost interferenci ve vrstvé. Jak to bylo konkrétné
provadéno?

V praci byl odvozen korekéni faktor pro urceni krystalinity vrstvy uzitim Ramanova
rozptylu pii excitaci 623,8 nm a 785 nm. Nikde v praci jsem nenasla porovnani vypoctené
krystalinity stejné¢ho vzorku ziskané nezavisle uzitim téchto dvou excitaci.

Jak byla konkrétné provadéna korekce na pripadnou luminiscenci nebo rezonanéni
Ramanuyv rozptyl vzorku?

Piedkladana prace prokazuje piedpoklady autora k samostatné tvorivé praci a spliuje
viechny pozadavky kladené na diserta¢ni praci. Doporucuji ji proto k obhajobé.
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